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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 09.06.2023
Ausstellungsdatum: 09.06.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

TEMEKA Testen, Messen und Kalibrieren von Priif- und MeRmitteln GmbH
Lebacher StraBe 60, 66265 Heusweiler

Das Kalibrierlaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erflillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieRlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische MessgrofRen Dimensionelle Messgréen
Gleichstrom und Niederfrequenz Lange
— Gleichspannung — ParallelendmaRle
— Wechselspannung — Lingenmessmittel ®
— Gleichstromstirke +? — Liangenmessgerite
— Wechselstromstirke 2-°) — Gewinde
— Gleichstromwiderstand — Durchmesser
Zeit und Frequenz
— Zeitintervall 2 auch Vor-Ort-Kalibrierungen
— Frequenz und Drehzahl bl quch Kalibrierungen im mobilen Laboratorium

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 14
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Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01 Akkreditierungsstelle

Fir die mit * gekennzeichneten MessgroRen/Kalibriergegenstinde ist dem Kalibrierlaboratorium,
ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der
hier aufgefiihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabestdnden gestattet.
Das Kalibrierlaboratorium verfligt ilber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im
flexiblen Akkreditierungsbereich.

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Gleichspannung oV QMH-TE-807:12-2021 1-10%-U Fluke 732A
Messgerate U = Messwert
0,1 mV bis 220 mV 12-10%-U+1,8 v Fluke 5720/25
>220mV  bis 2,2V 9,8-106-U+1,7 uVv U = Messwert
>2,2V bis 1V 6,7-106-U+5,0 uv
>11V bis 22V 6,7-10-U+8,1uV
>22V bis 220V 10-106- U +82 pv
>220V bis 1100V 14-10%- U+0,82 mV
Quellen 0,1 mV bis 0,2V 6,3-10°-U+1,7uVv Fluke 8508
>0,2V bis 2V 7,6-106- U+ 1,4V U =Messwert
>2V  bis 20V 7,9-106-U+8,0 uVv
>20V bis 200V 12-106- U +80 pv
>200V bis 1000 V 12-10%- U+0,96 mV

Gleichstromstarke

1A Dbis 0,33 mA

0,27 - 103 - I+0,10 pA

Fluke 5520

Messgeréte >0,33mA bis 3,3mA 0,18-10%-7+0,90 pA | /=Messwert
>3,3mA bis 33 mA 0,17 -103-7+0,50 pA
>33 mA bis 330 mA 0,17-103-7+4,1 pA
>330mA bis 1,1A 0,33-103-71+65pA
>1,1A bis 3A 0,63-103-1+65pA
>3 A bis 11A 0,82-103%-7+0,81 pA
>11A bis 20,5 A 1,6-103-71+1,2mA
1pA  Dbis 0,22 mA 82-10%-7+0,012 pA Fluke 5720/25
>0,22mA bis 2,2 mA 66-10°-71+0,013pA | /=Messwert
>2,2mA bis 22 mA 66-10°-1+0,081 uA
>22mA bis 220 mA 82-10%-7+1,3pA
>0,22 A bis 2,2A 0,15-103-1+25pA
>2,2A bis 11A 0,60-103-7+780 uA
Quellen 1A  Dbis 0,2 mA 29-10%-7+0,7 nA Fluke 8508
>0,2mA bis 20 mA 29-10%-7+6,3nA = Messwert
20mA bis 200 mA 32-10%-7+63 nA
>200 mA bis 0,2A 99-10%-7/+1,3pA
>0,2A bis 2A 0,37-103-1+26 pA
>2A bis 20A 0,81-103-71+0,65mA
Gleichstromstarke 1mA bis 1000 A 31031 I = Messwert
Stromzangen
Gultig ab: 09.06.2023

Ausstellungsdatum: 09.06.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Gleichstromwiderstand 10uQ bis 20 QMH-TE-807:03-2020 36-10°-R+8,2uQ Fluke 8508
Widerstande >20 bis 200 20106 R+29 uQ R = Messwert
>20Q bis 200 Q 17 -10%-R+98 uQ
>200Q bis 2kQ 17 -10%- R+0,98 mQ
>2kQ bis 20 kQ 17-10%-R+9,8mQ
>20kQ bis 200 kQ 17 -10%- R+98 mQ
>200kQ bis 2 MQ 20-10%-R+1,9Q
>2MQ bis 20 MQ 41-10%-R+0,19 kQ
>20MQ  bis 200 MQ 0,25-103-R+19kQ
>200 MQ  bis 2GQ 3,0-10%-R+1,9MQ
Messgerdte 1uQ bis 110 66-10°-R+2,0mQ Fluke 5520
>11Q bis 330 50-10°- R +2,4 mQ R =Messwert
>33Q0 bis 1100 47-10%-R+2,3mQ
>110Q bis 330Q 47-10%-R+3,3mQ
>330Q bis 1,1kQ 47 -10%-R+3,3mQ
>1,1kQ bis 3,3kQ 47 -10%-R+33mQ
>3,3kQ bis 11kQ 47 -10%-R+33mQ
>11kQ bis 33kQ 47-10%-R+0,330
>33kQ bis 110 kQ 47-10%-R+0,330
>110kQ bis 330 kQ 54-106-R+3,30
>330kQ bis 1,1 MQ 57-10%-R+3,10
>1,1MQ bis 3,3MQ 0,10-10%-R+480Q
>3,3MQ bis 11 MQ 0,24-10%-R+820Q
>11MQ bis 33 MQ 0,42-10%-R+0,41kQ
>33MQ bis 110 MQ 0,82-103-R+0,50 kQ
>110MQ bis 330 MQ 4,9-10%-R+0,16 MQ
>330MQ bis 1,1GQ 24-103-R+0,81 MQ
Gultig ab: 09.06.2023

Ausstellungsdatum: 09.06.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Gleichstromwiderstand 1Q QMH-TE-807:03-2020 0,18-103-R Fluke 5720
Festwerte 1,90 0,18-103-R R = Messwert
10Q 44 -10%-R
190 44-10%-R
100 Q 20-10°-R
190 Q 20-10°%-R
1kQ 17-10°%-R
1,9kQ 17-10°%-R
10kQ 17-10%-R
19kQ 17-10%-R
100 kQ 21-10%-R
190 kQ 21-10%-R
1MQ 38-10%-R
1,9 MQ 40-10°%-R
10 MQ 75-10%-R
19 MQ 90-10°%-R
100 MQ 20-103-R
Wechselspannung 0,1 mV bis 10 Hz bis < 20 Hz 0,50-103- U +8,2 uv Fluke 5720

Messgerate

20 Hz bis < 40 Hz

0,20-10%- U +8,2 pV

40 Hz bis 20 kHz

0,17-103%-U+8,2uV

> 20 kHz bis 50 kHz

0,41-103%-U+8,2uV

> 50 kHz bis 100 kHz

1,0-103%- U+ 10 pv

> 100 kHz bis 300 kHz

2,1-10%-U+20 Vv

> 300 kHz bis 500 kHz

2,8-103%-U+41pv

> 500 kHz bis 1 MHz

56103 - U+41pv

>2,2mV bis

10 Hz bis < 20 Hz

0,54-103-U+8,1uv

20 Hz bis < 40 Hz

0,21-103%-U+8,2uV

40 Hz bis 20 kHz

0,17-103%-U+8,2uV

> 20 kHz bis 50 kHz

0,41-103-U+8,2uV

> 50 kHz bis 100 kHz

1,0-103%- U+ 10 pv

> 100 kHz bis 300 kHz

2,1-103%-U+20pv

> 300 kHz bis 500 kHz

2,8-103%-U+41pv

> 500 kHz bis 1 MHz

56-10%-U+41 Vv

U = Messwert

Gultig ab:

09.06.2023

Ausstellungsdatum: 09.06.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Wechselspannung >22mV bis 220 mV 10 Hz bis < 20 Hz 0,52-103- U +24 uv Fluke 5720
Messgerate 20 Hz bis < 40 Hz 0,20-103-U+13uv | U=Messwert
40 Hz bis 20 kHz 0,17-103-U+13 pv
> 20 kHz bis 50 kHz 0,41-103-U+13 v
> 50 kHz bis 100 kHz 1,0-10%-U+33 Vv
> 100 kHz bis 300 kHz 1,8-10%-U+41 Vv
> 300 kHz bis 500 kHz 2,8-10%-U+50uv
> 500 kHz bis 1 MHz 5,4-103-U+0,10 mV
>220 mV bis 2,2V 10 Hz bis < 20 Hz 0,52-103- U+ 80 uv
20 Hz bis < 40 Hz 0,19-103-U+32 v
40 Hz bis 20 kHz 90-10%- U+32uVv
> 20 kHz bis 50 kHz 0,15-103- U +20 uv
> 50 kHz bis 100 kHz 0,22 -103- U +65uVv
> 100 kHz bis 300 kHz 0,82-103-U+0,16 mV
> 300 kHz bis 500 kHz 2,0-103-U+0,40 mV
> 500 kHz bis 1 MHz 3,3-103-U+0,65mV
>2,2V bis 22V 10 Hz bis < 20 Hz 0,52-103-U+0,79mV
20 Hz bis < 40 Hz 0,19-103-U+0,32mV
40 Hz bis 20 kHz 90-10¢-U+0,11mV
> 20 kHz bis 50 kHz 0,15-103- U +0,20mV
> 50 kHz bis 100 kHz 0,20-103- U +0,40 mV
> 100 kHz bis 300 kHz 0,54-103-U+1,3mV
> 300 kHz bis 500 kHz 2,0-103-U+4,1mV
> 500 kHz bis 1 MHz 3,0-103-U+6,5mV
>22V bis 220V 10 Hz bis < 20 Hz 0,52-103%-U+8mV
20 Hz bis < 40 Hz 0,19:-103-U+3,2mV
40 Hz bis 20 kHz 0,12-103%-U+1,1mVv
> 20 kHz bis 50 kHz 0,17-103%-U+2mV
> 50 kHz bis 100 kHz 0,30-103%-U+5mV
>220V bis 1100V 40 Hz bis < 50 Hz 0,60-103-U+33mV
50 Hz bis < 1 kHz 0,15-103%-U+6,2mV
1 kHz bis < 20 kHz 0,28-103-U+10mV Fluke 5720/25
20 kHz bis < 30 kHz 1,0-103-U+18 mV
>220V bis 750V 30 kHz bis < 50 kHz 1,0-103-U+18 mV
50 kHz bis 100 kHz 1,8-10%-U+74mV
Gultig ab: 09.06.2023
Ausstellungsdatum: 09.06.2023 Seite 5 von 14
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Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und

( DAKKS

Messmoglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Wechselspannung 1mV bis 33 mV 10 Hz bis < 45 Hz 1,4-103%- U+ 10 pv Fluke 5520
Messgerate 45 Hz bis < 10 kHz 0,30-103-U+10uv | U=Messwert
10 kHz bis 20 kHz 0,34-103- U+ 10 v
> 20 kHz bis 50 kHz 1,6-103%- U+ 10 pv
> 50 kHz bis 100 kHz 5,7-103-U+20 Vv
> 100 kHz bis 500 kHz 13-103-U+82 v
>33 mV bis 330 mv 10 Hz bis < 45 Hz 0,60-103-U+12 uv
45 Hz bis < 10 kHz 0,30-103-U+13 uv
10 kHz bis 20 kHz 0,30-103-U+13 pv
> 20 kHz bis 50 kHz 0,60-103-U+13 pv
> 50 kHz bis 100 kHz 1,3-103%-U+52pv
> 100 kHz bis 500 kHz 3,3-10%-U+0,11 mV
>330 mV bis 3,3V 10 Hz bis < 45 Hz 0,51-103-U+80uv
45 Hz bis < 10 kHz 0,27 -103- U +95 pv
10 kHz bis 20 kHz 0,33-103- U +95uv
> 20 kHz bis 50 kHz 0,50-103- U+ 80 v
> 50 kHz bis 100 kHz 1,2-10%-U+0,20mV
> 100 kHz bis 500 kHz 40-103%-U+1,0mV
>3,3V bis 33V 10 Hz bis < 45 Hz 0,54-103-U+1,0mV
45 Hz bis < 10 kHz 0,27-103%-U+1,0mV
10 kHz bis 20 kHz 0,41-103%-U+1,0mV
> 20 kHz bis 50 kHz 0,60-103-U+1,0mV
> 50 kHz bis 100 kHz 1,5-10%-U+2,6 mV
>33V bis 330V 10 Hz bis < 45 Hz 0,33:103%-U+3,1mV
45 Hz bis < 10 kHz 0,35-103%-U+9,6 mV
10 kHz bis 20 kHz 0,42-103-U+9,6 mV
> 20 kHz bis 50 kHz 0,60-103%-U+9,0mV
> 50 kHz bis 100 kHz 3,3:103-U+82mV
>330V bis 1020V 45 Hz bis < 1 kHz 0,51-103%-U+16mV
1 kHz bis 5 kHz 0,43-103%-U+16mV
> 5 kHz bis 10 kHz 0,51-103-U+16mV
Quellen 10 uV  bis 0,2V 1 Hz bis< 10 Hz 0,30-103-U+26 Vv Fluke 8508
10 Hz bis < 40 Hz 0,25-103-U+8,2pv | U=Messwert
40 Hz bis 100 Hz 0,20-103- U +8,2 uv
> 100 kHz bis 2 kHz 0,20-103-U+4,0 v
> 2 kHz bis 10 kHz 0,20-103-U+8,2 v
> 10 kHz bis 30 kHz 0,56-103- U +17 uv
> 30 kHz bis 100 kHz 1,3-10%-U+40 Vv
Glltig ab: 09.06.2023

Ausstellungsdatum: 09.06.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Wechselspannung >0,2V bis 2V 1 Hz bis < 10 Hz 0,24-103-U+0,22mV | Fluke 8508
Quellen 10 Hz bis < 40 Hz 0,19-103-U+40pv | U=Messwert
40 Hz bis 100 Hz 0,15-103%- U+40 uv
> 100 kHz bis 2 kHz 0,12-103- U +40 uv
> 2 kHz bis 10 kHz 0,15-103%- U +40 uv
> 10 kHz bis 30 kHz 0,40-103%- U +82 uv
> 30 kHz bis 100 kHz 0,90-103- U +0,40 mV
> 100 kHz bis 300 kHz 49-103%-U+4,0mV
> 300 kHz bis 1 MHz 17-103- U+40 mV
>2V bis 20V 1 Hz bis < 10 Hz 0,24-10%-U+2,2mV
10 Hz bis < 40 Hz 0,19-10%- U+ 0,40 mV
40 Hz bis 100 Hz 0,15-10%- U+ 0,40 mV
> 100 kHz bis 2 kHz 0,12-10%-U+0,39 mV
> 2 kHz bis 10 kHz 0,15-10%- U+0,39 mV
> 10 kHz bis 30 kHz 0,40-10°- U +0,81 mV
> 30 kHz bis 100 kHz 0,90-10%-U+4,0mV
> 100 kHz bis 300 kHz 4,910 U +40 mV
> 300 kHz bis 1 MHz 17-10%-U+0,40V
>20V bis 200V 1 Hz bis < 10 Hz 0,25-103-U+22mV
10 Hz bis < 40 Hz 0,20-10%-U+4,0mV
40 Hz bis 100 Hz 0,15-103-U+4,0mV
> 100 kHz bis 2 kHz 0,12-103-U+4,0mV
> 2 kHz bis 10 kHz 0,15-103-U+4,0mV
> 10 kHz bis 30 kHz 0,40-103-U+8,0mV
> 30 kHz bis 100 kHz 0,90-10%- U+40 mV
> 100 kHz bis 300 kHz 50-103-U+0,40V
>200V  bis 1000 V 1 Hz bis < 10 Hz 0,20-10%-U+0,13V
10 Hz bis < 40 Hz 0,20-10%- U +40 mV
40 Hz bis 10 kHz 0,16 -103- U +40 mV
> 10 kHz bis 30 kHz 0,40-103-U+81mV
> 30 kHz bis 100 kHz 1,0-103-U+0,41V
Wechselstromstarke 0,1 pA  bis 0,22 mA 10 Hz bis < 20 Hz 0,52-103-7+0,10 pA Fluke 5720
Messgerate 20 Hz bis < 40 Hz 0,40-103-71+0,10 pA | /=Messwert
40 Hz bis 1 kHz 0,30-103-7+0,10 pA
> 1 kHz bis 5 kHz 0,64 -103-1+0,10 uA
> 5 kHz bis 10 kHz 2,2-103-1+0,12 uA
Gultig ab: 09.06.2023
Ausstellungsdatum: 09.06.2023 Seite 7 von 14



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und

( DAKKS

Messmoglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Wechselstromstarke >0,22 mA bis 2,2 mA 10 Hz bis < 20 Hz 0,50-103-7+0,10 pA Fluke 5720
Messgeréte 20 Hz bis < 40 Hz 0,33-10%-7+0,10 A |/ =Messwert
40 Hz bis 1 kHz 0,23-103-7+0,10 pA
> 1 kHz bis 5 kHz 0,41-103-7+0,30 pA
> 5 kHz bis 10 kHz 2,3 -103-1+1,4pA
>2,2mA bis 22 mA 10 Hz bis < 20 Hz 0,50-103-7+0,90 pA
20 Hz bis < 40 Hz 0,33-103-7+0,70 pA
40 Hz bis 1 kHz 0,23-103-7+0,70 pA
> 1 kHz bis 5 kHz 0,41-103-1+1,2 uA
> 5 kHz bis 10 kHz 2,2-102 -1+ 10 pA
>22mA Dbis 220 mA 10 Hz bis < 20 Hz 0,50-103-7+8,2 uA
20 Hz bis < 40 Hz 0,33-103-7+6,5pA
40 Hz bis 1 kHz 0,23-103-1+5,0 uA
> 1 kHz bis 5 kHz 0,41-103-1+6,2 uA
> 5 kHz bis 10 kHz 2,2-103-1+20pA
>220 mA bis 2,2A 20 Hz bis 1 kHz 0,53-103-1+65pA
> 1 kHz bis 5 kHz 0,82-103-71+0,16 mA
> 5kHz bis 10 kHz 13-103-7+0,33mA
>2,2A bis 11A 40 Hz bis 1 kHz 0,80-103-7+0,30 mA Fluke 5720/25
> 1 kHz bis 5 kHz 1,6-103%-7+0,60 mA I'= Messwert
> 5 kHz bis 10 kHz 6-103-7+ 1,2mA
29 pA  bis 0,33 mA 10 Hz bis < 20 Hz 3,3-103-7+0,17 pA Fluke 5520
20 Hz bis <45 Hz 2,6-10%-7+0,17pA |1 =Messwert
45 Hz bis 1 kHz 2,1-102-7+0,17 pA
> 1 kHz bis 5 kHz 50-102-7+0,25 pA
> 5 kHz bis 10 kHz 13-103-7+0,33 pA
> 10 kHz bis 30 kHz 26-103-1+0,70 pA
>0,33mA bis 3,3mA 10 Hz bis < 20 Hz 3,3-102-7+0,17 pA
20 Hz bis < 45 Hz 2,1-103-71+0,17 pA
45 Hz bis 1 kHz 1,6-103-7+0,17 pA
> 1 kHz bis 5 kHz 3,3-102-7+0,25 pA
> 5 kHz bis 10 kHz 8,2-103-1+0,33 uA
> 10 kHz bis 30 kHz 17-103-7+1,0puA
Glltig ab: 09.06.2023
Ausstellungsdatum: 09.06.2023 Seite 8 von 14
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Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und

( DAKKS

Messmoglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Wechselstromstarke >3,3mA bis 33 mA 10 Hz bis < 20 Hz 3,0-103-7+3,3 pA Fluke 5520
Messgeréte 20 Hz bis < 45 Hz 1,5-103-1+3,3 uA I'= Messwert
45 Hz bis 1 kHz 0,70-103%-7+3,3 A
> 1 kHz bis 5 kHz 1,3-10%-7+3,3 pA
> 5 kHz bis 10 kHz 3,3:-103-71+50pA
> 10 kHz bis 30 kHz 6,6-103-71+7,0uA
>33 mA bis 0,33A 10 Hz bis < 20 Hz 3,0-103-7+33pA
20 Hz bis < 45 Hz 1,5-103-7+33 A
45 Hz bis 1 kHz 0,70-103-1+33 pA
> 1 kHz bis 5 kHz 1,7-10%-1+82 pA
> 5 kHz bis 10 kHz 3,3-10%-71+0,17 mA
> 10 kHz bis 30 kHz 6,6-103-71+0,33 mA
>0,33 A bis 3A 10 Hz bis < 45 Hz 3,0-103-7+0,16 mA
45 Hz bis 1 kHz 1,0-10%-7+0,16 mA
> 1 kHz bis 5 kHz 10-103-7+1,7mA
> 5 kHz bis 10 kHz 41-103-1+8,2mA
>3A bis 11A 45 Hz bis < 100 Hz 1,0-10%-7+3,3mA
100 Hz bis 1 kHz 1,6-103-7+3,3mA
> 1 kHz bis 5 kHz 49 -103-71+3,3mA
>11A bis 20,5A 45 Hz bis < 100 Hz 2,0-103-71+8,2mA
100 Hz bis 1 kHz 2,5-103-71+8,2mA
> 1 kHz bis 5 kHz 50-103-7+8,2mA
Wechselstromstarke 1pA  Dbis 0,2 mA 1 Hz bis < 10 Hz 0,70-103-7+40nA Fluke 8508
Quellen 10 Hz bis < 10 kHz 1,1-103- 1+ 40 nA 1= Messwert
10 kHz bis 30 kHz 1,6-103-7+40nA
> 30 kHz bis 100 kHz 8,6-103-1+0,40 uA
>0,2mA bis 2mA 1 Hz bis < 10 Hz 0,70-103-7+0,40 pA
10 Hz bis < 10 kHz 1,1-10%-7+0,40 pA
10 kHz bis 30 kHz 1,6-103-7+0,40 pA
> 30 kHz bis 100 kHz 6,6 -103-1+0,40 pA
>2mA Dbis 20 mA 1 Hz bis < 10 Hz 0,70 - 103 -1+ 4,0 uA
10 Hz bis < 10 kHz 1,1-103-71+4,0 A
10 kHz bis 30 kHz 1,6-103-7+4,0uA
> 30 kHz bis 100 kHz 8,6-103-1+4,0uA
>20mA bis 200 mA 1 Hz bis < 10 Hz 0,70-103- 1+ 40 pA
10 Hz bis < 10 kHz 1,1-10%-71+33pA
10 kHz bis 30 kHz 1,6-103-7T+36 uA
Wechselstromstarke >200 mA bis 2A 1 Hz bis< 10 Hz 1,2-103-7+0,40 mA Fluke 8508
Quellen 10 Hz bis < 10 kHz 1,7-10%-1+0,40mA | I=Messwert
10 kHz bis 30 kHz 5,0-103-7+0,40 mA
>2A bis 20A 10 Hz bis < 2 kHz 1,5-103-7+4,0mA
2 kHz bis < 10 kHz 4,2-103-1+4,0mA
Glltig ab: 09.06.2023

Ausstellungsdatum: 09.06.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Wechselstromstarke 1mA bis 1000 A 40 Hz bis 100 Hz 3.103-71 1= Messwert
Stromzangen 1mA bis 1000 A 100 Hz bis 400 Hz 14-103-]

ParallelendmaRe aus
Stahl nach DIN EN ISO
3650:1999 *

In den Nennmalen der Normale

0,5mm bis 150 mm

VDI/VDE/DGQ 2618
Blatt 3.1:2004

Messung der Abweichung
des MittenmaRes /. vom
NennmaR [, durch
Unterschiedsmessung
Messung der Abweichungen
found fu vom MittenmaR
durch 5-Punkte-
Unterschiedsmessung

Fir das MittenmalR:
0,1um+1-10%-/

Fur die Abweichungen f,
und fu vom MittenmaR:

0,1 um

[ = Lange des Males,
Messflachenqualitat
entsprechend der
Festlegung im QMH

In den Nennmalen der Normale

>150 mm bis 1000 mm

VDI/VDE/DGQ 2618
Blatt 3.1:2004

Messung der Abweichung
des MittenmaRes I vom
NennmaR [, durch
Unterschiedsmessung

Fir das Mittenmal3:
0,2um+1-10%-/

ParallelendmaRe aus
Keramik nach DIN EN ISO

In den Nennmalen der Normale

VDI/VDE/DGQ 2618

Fir das MittenmalR:

01pm+1,2-10%-]

[ = Lange des Males,
Messflachenqualitat

0,5mm bis 150 mm Blatt 3.1:2004
3650:1999 * . . entsprechend der
Messung der Abweichung Fir die Abweichungen fo | restlegung im QMH
des MittenmaRes I. vom und fu vom MittenmaR:
NennmaR / durch 0,1um
Unterschiedsmessung
Messung der Abweichungen
fo und fu vom MittenmaR
durch 5-Punkte-
Unterschiedsmessung
Messschieber fir AuRen-, 0mm bis 300 mm VDI/VDE/DGQ 2618 30um +30-10°-/ [ = gemessene Linge
Innen- und TiefenmaBe * [ 355 0 his 1000 mm Blatt 9.1:2006 50 um +30- 10 - /
Tiefenmessschieber * 0mm bis 300 mm VDI/VDE/DGQ 2618 30 um +30-10°-/
>300mm bis 1000 mm Blatt 9.2:2006 50 um +30- 107 -/
Hohenmessschieber * O0mm bis 300 mm VDI/VDE/DGQ 2618 30um +30-10°-1
>300 mm bis 1000 mm Blatt 9.3:2006 50 um +30-10°%-1
Bugelmessschrauben * 0mm bis 300 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°-/
>300 mm bis 1000 mm Blatt 10.1:2001 S5um+10-10°-/
EinstellmalRe fir 25 mm  bis 500 mm VDI/VDE/DGQ 2618 0,5um+6-10°-1
Bigelmessschrauben * >500mm bis 1000 mm Blatt 4.4:2009 0,6 um +6 - 10 - [
Innenmessschrauben mit 2- 25 mm  bis 500 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°-/
Punkt-Berlihrung mitoder [ oqy 0 ic 1000 mm Blatt 10.7:2010 4um+5-10°-]
ohne Verlangerung *
Verlangerung fir 10 mm bis 500 mm VDI/VDE/DGQ 2618 2um+5-10°%-]
Innenmessschrauben mit [ . 5q0 mm bis 1000 mm Blatt 10.7:2010 2,5um+5-10- ]
2-Punkt-Beriihrung *
Innenmessschrauben mit 6 mm bis 100 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°-1
3-Linien-Berlhrung * Blatt 10.8:2002
Glltig ab: 09.06.2023
Ausstellungsdatum: 09.06.2023 Seite 10 von 14



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Messuhren mit bis 100 mm | vpI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-10°-1 [ = gemessene Ldnge
Skalenanzeige * Blatt 11.1:2021
Messuhren mit bis 100 mm | vpI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-10°-1
- e
Ziffernanzeige Blatt 11.4:2020
Feinzeiger * bis 3 mm VDI/VDE/DGQ 2618 1,5 um
Blatt 11.2:2002
Fuhlhebelmessgerat * bis 4 mm VDI/VDE/DGQ 2618 1,2 um
Blatt 11.3:2002
Winkelmesser * 0° bis 360° VDI/VDE/DGQ 2618 1'
Blatt 7.2:2008
Zylindrische Dorne * 1mm bis 500 mm VDI/VDE/DGQ 2618 0,4um+4-10°-d d = gemessener
Durchmesser Blatt 4.1:2006 Durchmesser
Rundheitsabweichung bis 40 pm Option 1 bis 4 0,3um+2,5-102- RONt | RONt = Rundheitsab-
weichung
Geradheitsabweichung bis 40 pm 0,4 um +2,5-102- STRt | STRt = Geradheitsab-
weichung
Mantellinie <
100 mm
Parallelitdtsabweichung bis 40 pm 0,7 um +2,5- 102 - PARt | PARt = Parallelitats-
abweichung
Mantellinie <
100 mm
Zylindrische Ringe * 3mm bis 250 mm 0,5um+4-10°-d d = gemessener
Durchmesser Durchmesser
Rundheitsabweichung bis 40 pm 0,3 um+2,5-102- RONt | RONt = Rundheitsab-
weichung
Geradheitsabweichung bis 40 pm 0,4 um +2,5-102- STRt | STRt = Geradheitsab-
weichung
Mantellinie <
100 mm
Parallelitdtsabweichung bis 40 pm 0,7 um +2,5-102- PARt | PARt = Parallelitats-
abweichung
Mantellinie <
100 mm
Prifstifte * 0,1 mm bis 1mm VDI/VDE/DGQ 2618 0,80 pm
Durchmesser Blatt 4.2:2007 Option 1
1mm  bis 20mm VDI/VDE/DGQ 2618 0,5um
Rundheitsabweichung bis 40 um Blatt 4.2:2007 0,3um +2,5-102- RONt | RONt = Rundheitsab-
Option 1 bis 3 weichung
Geradheitsabweichung bis 40 pm 0,4 um +2,5-102- STRt | STRt = Geradheitsab-
weichung
Gultig ab: 09.06.2023

Ausstellungsdatum: 09.06.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Gewindelehren (ein- und 5mm bis 90 mm Scanningverfahren 3,5 um Nenndurchmesser
mehrgangige zylindrische
und kegelige AuRRen- und VDI/.VDE/DGO‘.ZGIB .
Innengewinde mit Blatt 4.8:2006 Option 2 bis 5
geradlinigen Flanken, Abweichung:
symmetrischem und Nur Angabe des
unsymmetrischem Profil) Gewindeprofilwinkels o
AuRengewinde *
Flankendurchmesser
AuBendurchmesser 5mm bis 90 mm 3um
Kern- bzw. 5mm bis 90 mm 5pm
Einstichdurchmesser
Steigung und Teilung 0,5mm bis 8 mm 1um
Gewindeprofilwinkel a >55° (1,2+3 mm /1); jedoch | [=axiale gemessene
nicht kleiner als 7° Lange
Kegelverhiltnis <1:4 1-10%+4,5-103- mm/I
Innengewinde * 5mm bis 10 mm Scanningverfahren 4 um Nenndurchmesser
Flankendurchmesser >10mm bis 100 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3,5 um
AuBen- bzw. 5mm bis 100 mm | Blatt 4.9:2006 Option 2 bis 5 5um
Einstichdurch
instichdurchmesser Abweichung:
Kerndurchmesser 5mm bis 100 mm Nur Angabe des 3 um
Steigung und Teilung 0,5mm bis 8 mm Gewindeprofilwinkels a 1um
Gewindeprofilwinkel a >55° (1,2+3 mm /l); jedoch [ = axiale gemessene
nicht kleiner als 7° Lange
Kegelverhiltnis <1:4 1-10°+4,5-10%-mm /[
Horizontale O0mm bis 1000 mm VDI/VDE/DGQ 2618 0,13um+1-10°%-/ [ = gemessene Linge
Langenmessgerate * Blatt 17.1:2014
Hebelmessgerate 2,5mm bis 250 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3um+5-10%-/
(Schnelltaster) fur Blatt 13.1:2005
Innenmessung *
Hebelmessgerate 0Omm bis 200 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3um+5-10°%-/
(Schnelltaster) fur Blatt 12.1:2005
AuRenmessung *
Dickenmessgerate * O0mm bis 100 mm VDI/VDE/DGQ 2618 5um
Blatt 12.1:2005
Frequenz f 10 MHz QMH-TE-815:10-2020 8101
Generatoren 1Hz bis  <10KkHz 3-107Hz/f+5- 101
10 kHz  bis 225 MHz 8101
>225 MHz bis 18 GHz 1,3Hz/f+1,8-10%
Zahler 1Hz bis 10 kHz 3-107Hz/f+1,8-10%
>10kHz bis 20 MHz 7-1010
>20 MHz bis 18 GHz 14 Hz /f+5,7-107%°
Zeitintervall 1ns bis 1s QMH-TE-815:10-2020 VB107 )2 + (1 ns)? + (urp)? t = Messwert
u = Triggerunsicherheit
Gultig ab: 09.06.2023

Ausstellungsdatum: 09.06.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

( DAKKS

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Gleichstromstarke 1mA bis 1000 A 3-103-71 I=Messwert
Stromzangen
Wechselstromstarke 1mA bis 1000 A 40 Hz bis 100 Hz 3-103-1 I = Messwert
Stromzangen 1mA bis 1000 A 100 Hz bis 400 Hz 14-103-1
Horizontale 0Omm bis 1000 mm VDI/VDE/DGQ 2618 0,13 um+1-10°5-] [ = gemessene Linge

Ldngenmessgerate *

Blatt 17.1:2014

Mobiles Laboratorium

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Gleichstromstarke 1mA bis 1000 A 31031 I = Messwert
Stromzangen
Wechselstromstarke 1mA bis 1000 A 40 Hz bis 100 Hz 3-103-1 1= Messwert
Stromzangen 1mA bis 1000 A 100 Hz bis 400 Hz 14-103-1
Messschieber fiir AuRen-, 0Omm bis 300 mm VDI/VDE/DGQ 2618 30 um+30-107°5- [ = gemessene Linge
Innen- und TiefenmaRe * Blatt 9.1:2006
>300 mm bis 1000 mm 50 um +30- 107 -
Tiefenmessschieber * 0Omm bis 300 mm VDI/VDE/DGQ 2618 30 um+30-10°-
K Blatt 9.2:2006
>300 mm bis 1000 mm 50 um +30- 107 -
Hohenmessschieber * Omm bis 300 mm VDI/VDE/DGQ 2618 30 um +30-10°¢ -
K Blatt 9.3:2006
>300 mm bis 1000 mm 50 um +30-107°-
Bugelmessschrauben * Omm bis 300 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-107°-
K Blatt 10.1:2001
>300 mm bis 1000 mm 5um+10-107°-
EinstellmalRe fir 25 mm  bis 500 mm VDI/VDE/DGQ 2618 0,5um+6-10°-
Bligelmessschrauben * Blatt 4.4:2009
Innenmessschrauben mit 25 mm  bis 500 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3,5um+10-10°%-/
2-Punkt-Beriihrung mit Blatt 10.7:2010
oder ohne Verlange-
rung *
Verlangerung fir 10 mm bis 500 mm VDI/VDE/DGQ 2618 2,5um+5-10°-
Innenmessschrauben mit Blatt 10.7:2010
2-Punkt-Beriihrung *
Innenmessschrauben mit 6 mm bis 100 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3pm+10-10°-
3-Linien-Beriihrung * Blatt 10.8:2002
Messuhren mit bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3pm+10-10°-
Skalenanzeige * Blatt 11.1:2021
Messuhren mit bis 100 mm | vDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3pm+10-10°-
Ziffernanzeige * Blatt 11.4:2020
Feinzeiger * bis 3 mm VDI/VDE/DGQ 2618 1,5 pm
Blatt 11.2:2002
Fiihlhebelmessgerat * bis 4 mm VDI/VDE/DGQ 2618 1,2 um
Blatt 11.3:2002
Gultig ab: 09.06.2023

Ausstellungsdatum: 09.06.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15024-01-01

Mobiles Laboratorium

(

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Zylindrische 3mm bis 200 mm VDI/VDE/DGQ 2618 0,7um +6-106-d d = gemessener
Einstellnormale * Blatt 4.1:2006 Durchmesser
Lehrdorne, Lehrringe Option 3 und 4
Durchmesser
Prifstifte * 0,Lmm bis 20 mm VDI/VDE/DGQ 2618 0,80 pm
Durchmesser Blatt 4.2:2007 Option 1
Hebelmessgerate 2,5mm bis 250 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3um+5-10-/ [ = gemessene Linge
(Schnelltaster) fur Blatt 13.1:2005
Innenmessung *
Hebelmessgerite 0mm bis 200 mm VDI/VDE/DGQ 2618 3um+5-10°6-/
(Schnelltaster) fiir Blatt 12.1:2005
AuBenmessung *
Dickenmessgerite * 0Omm bis 100 mm VDI/VDE/DGQ 2618 5 pum

Blatt 12.1:2005

Verwendete Abkiirzungen:

CMC
DIN
DKD-R

Technischen Bundesanstalt

QMH-TE

MeRmitteln GmbH

VDE
VDI

Gultig ab:

Ausstellungsdatum:

09.06.2023
09.06.2023

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.
Verein Deutscher Ingenieure e.V.

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmoglichkeiten)
Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-

internes Kalibrierverfahren der TEMEKA Testen, Messen und Kalibrieren von Priif- und
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